
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被測定物の 形状定義データを入力する形状定義データ入力部と、
　前記形状定義データに基づいて輪郭形状を生成する輪郭形状生成部と、
　測定パートプログラムを入力する測定パートプログラム入力部と、
　前記測定パートプログラムを解析して 解析結果
を出力する解析部と、
　前記解析結果を前記輪郭形状に合成する合成部と、
　前記合成されたイメージを表示する表示部と、
　前記 表示された合成イメージ

を修正す
る修正部と、
　前記修正され 定パートプログラム 力する修正測定パートプログラム出力部と、

　

　
　ことを特徴とす 定支援装置。
【請求項２】
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形状を特定する

測定部位および移動経路を算出し、その

表示部に の測定部位や移動経路がマウスやカーソル移動キ
ーによって移動されて修正された修正結果に応じて、前記測定パートプログラム

た測 を出
を備え、

前記解析部は、前記測定部位および前記移動経路と前記輪郭形状との干渉箇所をチェッ
クし、

前記表示部は、前記干渉箇所を前記輪郭形状に重ね合わせて表示する、
る測

前記形状定義データ入力部は、設計データを前記被測定物の形状を特定する形状定義デ



【請求項３】
　

　

　
【請求項４】
　

　

【請求項５】
　

【請求項６】
　
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、測定パートプログラムによる被測定物の測定に際して測定を支援す 置に
関し、特に簡易化されたワーク形状定義データに基づいて測定パートプログラムの検証を
容易に行え 定支援装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パートプログラムを用いて数値制御装置などにより機械を制御してワークの加工や測定を
行うことは従来から行われており、加工や測定をこのように自動制御することによって、
無人加工や無人測定が実現されている。ところが無人加工や無人測定においては、制御装
置がパートプログラムに従って自動的に加工機や測定機を制御するため、パートプログラ
ムに不備があると、正常な加工や測定が行えないばかりか、不備の内容によっては機械が
暴走したり衝突してワークや機械に損傷を与えることになる。従って、実際に加工や測定
を行う前にパートプログラムの検証を行うことが不可欠となる。
【０００３】
この検証方法として、実際に機械上でパートプログラムを１命令ずつ確認しながら実行さ
せていくのが最も一般的に行われる方法であるが、検証のために相当程度の時間が必要で
あり、コストがかかる他、この検証中は機械が占有されるため、機械本来の加工や測定を
行うことができず、機械の実稼動率が低下するという問題点がある。
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ータに変換することを特徴とする請求項１に記載の測定支援装置。

前記解析部は、前記測定パートプログラムまたは前記形状定義データに基づいて、少な
くとも座標軸および座標原点のいずれかを生成し、

前記表示部は、前記生成された前記座標軸および座標原点のいずれかを前記輪郭形状に
重ね合わせて表示する、

ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の測定支援装置。

前記解析部は、前記測定パートプログラムまたは前記形状定義データに基づいて、座標
目盛を生成し、

前記表示部は、前記生成された前記座標目盛を前記輪郭形状に重ね合わせて表示する、
ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれかに記載の測定支援装置。

前記表示部は、前記測定パートプログラムを前記輪郭形状と同時に表示し、
　前記解析部は、前記測定パートプログラム入力部において、前記測定パートプログラム
の測定命令が選択された際、選択された測定命令に対応する測定部位を強調して出力する
ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の測定支援装置。

前記表示部は、前記測定パートプログラムを前記輪郭形状と同時に表示し、
前記解析部は、前記測定パートプログラム入力部において、前記測定パートプログラム

の移動命令が選択された際、選択された移動命令に対応する移動経路を強調して出力する
ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれかに記載の測定支援装置。

前記被測定物の形状を特定する形状定義データは、点による０次元要素、線分による１
次元要素、円弧を含む２次元要素の少なくともいずれか一つの単位要素により構成されて
いることを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載の測定支援装置。

前記被測定物の形状を特定する形状定義データは、前記単位要素を回転または平行移動
させる展開要素をさらに含んで構成されていることを特徴とする請求項７に記載の測定支
援装置。

る装

る測



これに対して、パートプログラムを作成したＣＡＤシステム上で、仮想的にパートプログ
ラムを検証する方法があり、この場合は機械の実稼動率低下という問題は生じないが、高
価なＣＡＤシステムが必要となる。さらに、ＣＡＤシステムは、操作を覚えるにはかなり
の習熟が必要で、コンピュータの操作に慣れていない者が習熟することは容易なことでは
ないという欠点があった。
【０００４】
また、類似のワークを対象として既に検証済で実績のあるパートプログラムの一部を修正
して用いる場合があるが、この場合であっても修正ミスが生じる可能性があるため、修正
量の多寡によらず、全パートプログラムの検証が不可欠である。また、一部のパートプロ
グラム修正であっても、パートプログラムのプログラミング法に関する知識の習得は不可
欠であるが、これに習熟することは容易なことではないという欠点があった。
【０００５】
具体的な従来技術としては、加工プログラムの作成、変更を容易に行うものとして、加工
プログラムデータに基づいて工具軌跡、加工形状を表示して加工シミュレーションを行い
、パートプログラムの作成、変更を行う点が開示されており、加工用のパートプログラム
から形状描画画面データを生成している（例えば特許文献１など）。
また、輪郭データファイルに基づいて共通ファイルを作成し、図面と加工プログラムを生
成する発明が開示されている（例えば特許文献２など）。
【０００６】
一般的な加工においては、ワーク素材から所定の形状を削り出すことが行われるので、工
具軌跡を解析することによって、最終的なワーク形状を求めることができる（例えば特許
文献１など））。また一方、最終的なワーク形状を定義できれば、加工軌跡を決定するこ
と、あるいは図面を作成することは可能である（例えば特許文献２など）。
一方、測定プログラムの作成に関しては、設計データを変換して測定対象物の形状相当の
形状図形データを生成し、この形状図形データを基に測定条件を加味して測定手順プログ
ラムを作成することが行われている（例えば特許文献３など）。
また、ＣＡＤデータに基づいてプローブの進入方向、進入位置、アプローチ位置を演算し
て移動軌跡データを求めて自動輪郭測定パートプログラムとテストプログラムを作成する
ことが行われている（例えば特許文献４など）。
【０００７】
さらに、ＣＡＤ図面からプローブ経路プログラムを作成し、測定結果をＣＡＤ図面に書き
込むことが行われている（例えば特許文献５など）。
また、ＣＡＤデータと測定情報に基づいて移動パスを生成する際に、測定物形状を外側に
オフセットさせたオフセット形状を作成し、このオフセット形状に沿う移動パスを生成す
ることが行われている（例えば特許文献６など）。しかし、この場合プローブと被測定物
が干渉しないように、突出点から一定距離離れた面で移動パスを生成するので、必要以上
に長い距離移動が必要となり測定時間に多大な無駄が生じるという問題がある。
以上見てきたように、測定プログラムの作成に関しては種々の工夫が行われてきている。
【０００８】
【特許文献１】
特開平８－３３９２１５号公報
【特許文献２】
特開平９－９１０１９号公報
【特許文献３】
特開昭６３－２０６６０７号公報
【特許文献４】
特開平３－２８８９０９号公報
【特許文献５】
特開平８－２９１５２号公報
【特許文献６】
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特開２０００－１６１９４２号公報
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
近年はノウハウの流出を懸念する立場から、製造上のセキュリティに対する考え方が厳し
くなっており、例えばワークのＣＡＤデータを解析することによって、その製品性能が類
推可能なものについては、ＣＡＤデータ自体が秘密とされ、提供されない場合がある。
ところが、以上述べた従来技術は、ＣＡＤデータに基づいて測定パートプログラムを作成
するものであって、例えば、測定パートプログラムとワークの簡単な形状情報のみが提供
されており、ＣＡＤシステムあるいはＣＡＤデータが手元にない場合には、この測定パー
トプログラムの検証は前述の通り容易ではないという問題点が依然として解消されていな
い。
【００１０】
すでに述べたように、加工パートプログラムの場合は加工軌跡を解析することによって、
最終的なワーク形状を求めることができるので、その検証が比較的容易である。これに対
して測定パートプログラムにおける移動軌跡は、必ずしもワーク形状とは一致しない。ま
た、測定パートプログラムによってワークのどの点が測定されているのか、あるいは移動
軌跡がワークと干渉しないかといった点の検証が非常に困難であるという問題点がある。
【００１１】
　またさらに、一般のＣＡＤシステムにおいて作成された測定パートプログラムは、プロ
ーブと被測定物が干渉しないように、突出点から一定距離だけ離れた面で移動経路を生成
するので、必要以上に長い距離の移動が必要となり測定時間に多大な無駄が生じるという
問題点がある。これを改善するために、プローブの移動経路を短縮して最適化することに
よって測定の効率化をはかることが可能であるが、この場合も修正済の測定パートプログ
ラムの検証が難しいという問題点がある。
　本発明はこのような問題点を解決するためになされたもので、簡略化されたワーク形状
定義データに基づいて測定パートプログラムの検証を容易に行え 置を提供することを
目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、前記目的を達成するために、被測定物の 形状定義データを入
力する 前記形状定義データに基づいて輪郭形状を生成する

測定パートプログラムを入力する 前記測
定パートプログラムを解析して測定部位

前記輪郭形状
に重ね合わせて表示することを特徴とする。
【００１３】
この発明によれば、簡略化された被測定物形状定義データに基づいて被測定物の輪郭形状
を生成すると共に測定パートプログラムを解析して測定部位を算出し、輪郭形状と測定部
位を重ね合せて表示するので、被測定物のどの部位を測定するものであるかが容易にわか
る。測定パートプログラムにおいては、一般に被測定物（ワーク）座標の原点や座標軸を
自由に変更できるが、この点が逆に測定パートプログラムの目視確認による解析を難しい
ものにしているが、この発明によれば被測定物の輪郭形状に対して測定部位が明確に表示
できるので、熟練していないオペレータであっても容易に測定パートプログラムの適否が
判断できる。
【００１４】
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る装

形状を特定する
形状定義データ入力部と、 輪郭

形状生成部と、 測定パートプログラム入力部と、
および移動経路を算出し、その解析結果を出力す

る解析部と、前記解析結果を前記輪郭形状に合成する合成部と、前記合成されたイメージ
を表示する表示部と、前記表示部に表示された合成イメージの測定部位や移動経路がマウ
スやカーソル移動キーによって移動されて修正された修正結果に応じて、前記測定パート
プログラムを修正する修正部と、前記修正された測定パートプログラムを出力する修正測
定パートプログラム出力部と、を備え、前記解析部は、前記測定部位および前記移動経路
と前記輪郭形状との干渉箇所をチェックし、前記表示部は、前記干渉箇所を



　また 定パートプログラムを解析して移動経路を算出して輪郭形状 ね合せて表示
するので、被測定物と移動経路との位置関係が容易に理解でき、移動経路の無駄の有無、
被測定物との干渉の有無が一目瞭然となり、測定効率の試算、衝突事故の未然防止が可能
となる。
【００１５】
　また 測定物の測定部位 移動経路と輪郭形状との干渉チェックが座標値に基づ
いて厳密に計算で求められるため、目視確認では分かり難い個所の干渉の有無が明確にな
る。さらに、干渉個所が輪郭形状と重ね合せて表示されるため、測定パートプログラム修
正の方針立案が容易になる。
【００１６】
　また 測定物の輪郭形状と重ね合せて表示された測定部位を、例えばマウスやカーソ
ル移動キーなどを用いて適正位置に移動させて測定部位を修正することができる。また、
その測定部位修正結果に応じて測定パートプログラムが修正されて出力されるので、測定
パートプログラムの修正作業を極めて容易にかつ間違いなく行うことが出来る。
【００１７】
　また 測定物の輪郭形状と重ね合せて表示された移動経路を、例えばマウスやカーソ
ル移動キーなどを用いて移動させて移動経路を修正することができるので、移動経路長さ
が長すぎる場合の修正や、被測定物とプローブとの干渉回避が極めて容易に行える。また
、その測定部位修正結果に応じて測定パートプログラムが修正されて出力されるので、測
定パートプログラムの修正作業を極めて容易にかつ間違いなく行うことが出来る。
【００１８】
　

【００１９】
また、この発明は、設計データを前記被測定物の形状定義データに変換するステップをさ
らに備えることが好ましい。
この発明によれば、ＣＡＤデータなどの設計データが入手できる場合は、設計データから
輪郭形状を抽出して形状定義データが自動的に生成できるので、測定パートプログラムの
検証作業の能率が向上する。
また、この発明は、前記測定パートプログラムまたは前記形状定義データに基づいて、少
なくとも座標軸または座標原点のいずれかを生成するステップをさらに備え、前記表示ス
テップは、前記生成された少なくとも座標軸または座標原点のいずれかを前記輪郭形状に
さらに重ね合せて表示することが好ましい。
【００２０】
この発明によれば、測定パートプログラムまたは形状定義データに基づいて被測定物の座
標軸（Ｘ軸、Ｙ軸、Ｚ軸、Ｒ軸など）の方向、座標原点の位置が被測定物の輪郭形状に重
ね合せて表示されるので、形状定義を行った際の被測定物の座標軸や原点位置、あるいは
測定パートプログラムで定義した座標軸や原点位置が被測定物の輪郭形状との位置関係と
して明確になる。特に測定パートプログラムにおいては、座標軸や座標原点は任意に設定
、変更が可能なため、測定パートプログラムの各命令実行時点の座標軸や座標原点が分か
り難いという問題点があるが、本発明によって、座標軸や座標原点が明確に表示されるの
で、錯誤による間違いを未然に防止することが出来る。
【００２１】
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、測 に重

、被 および

、被

、被

また、形状定義データ入力部と、輪郭形状生成部と、測定パートプログラム入力部と、
解析部と、合成部と、表示部と、修正部と、修正測定パートプログラム出力部とを備えて
構成されるので、測定支援を行う独立の装置として構成できる他、表面粗さ測定機、真円
度測定機、輪郭形状測定機などの表面性状測定機と一体化して構成することも可能である
が、その際にも構成が複雑化することがない。特に中央処理装置と記憶装置と表示装置を
含む入出力装置とを備えた計算機に、プログラムを実行させて、形状定義データ入力部と
、輪郭形状生成部と、測定パートプログラム入力部と、解析部と、合成部と、表示部と、
修正部と、修正測定パートプログラム出力部とを構成させれば、特別な付加装置を必要と
しないので、廉価に測定支援装置を提供することができる。



また、この発明は、前記測定パートプログラムまたは前記形状定義データに基づいて座標
目盛を生成するステップをさらに備え、前記表示ステップは、前記生成された座標目盛を
前記輪郭形状にさらに重ね合せて表示することが好ましい。この発明によれば、測定パー
トプログラムまたは形状定義データに基づいて座標目盛を生成して被測定物の輪郭形状と
重ね合せて表示されるので、被測定物の大きさ、測定部位の座標値、移動経路における各
座標値などがわかりやすくなる。
【００２２】
また、この発明は、前記測定パートプログラムを前記輪郭形状と同時に表示するステップ
と、
前記表示された測定パートプログラムの測定命令を選択するステップとをさらに備え、前
記測定部位を算出するステップは、前記選択された測定命令に対応する測定部位を強調し
て出力することが好ましい。
この発明によれば、測定パートプログラムと被測定物の輪郭形状の双方が、例えば表示画
面左右に同時に表示されるため、測定パートプログラムと被測定物との対応が明確になる
。特に、測定パートプログラムの各測定命令を選択することによって、対応する被測定物
の輪郭形状における測定部位が強調して表示されるので、各測定命令と各測定部位との対
応が格段に分かり易くなり、目視確認時における錯誤を生じることがないので、測定パー
トプログラムの検証や測定部位の修正が極めて容易になる。
【００２３】
また、この発明は、前記測定パートプログラムを前記輪郭形状と同時に表示するステップ
と、
前記表示された測定パートプログラムの移動命令を選択するステップとをさらに備え、前
記移動経路を算出するステップは、前記選択された移動命令に対応する移動経路を強調し
て出力することが好ましい。
この発明によれば、測定パートプログラムの各移動命令を選択することによって、対応す
る被測定物の輪郭形状における移動経路が強調して表示されるので、各移動命令と各移動
経路位置との対応が格段に分かり易くなり、目視確認時における錯誤を生じることがない
ので、測定パートプログラムの検証や移動経路の修正が極めて容易になる。
【００２４】
また、この発明は、前記被測定物の形状定義データは、点による０次元要素、線分による
１次元要素、円弧を含む２次元要素の少なくともいずれか一つの単位要素により構成され
ていることが好ましい。
この発明によれば、被測定物の形状定義データは、点による０次元要素、線分による１次
元要素、円弧などを含む２次元要素などの単純な単位要素により、その座標値、方向、長
さなどのパラメータを記述して構成されるので、形状定義データの作成、修正が容易にな
る。
また、この発明は、前記被測定物の形状定義データは、前記単位要素を回転または平行移
動させる展開要素をさらに含んで構成されていることが好ましい。
【００２５】
この発明によれば、形状定義データは点、線分、円弧などの単位要素を回転または平行移
動させる展開要素を含んで構成されるので、例えば、点または線を定義してその点または
線を３６０°回転させれば円または円筒の定義となる。また、線を定義してその線を所定
距離だけ平行移動させれば面の定義となる。従って、単位要素と展開要素を組合わせるこ
とによって、複雑な被測定物の輪郭形状を定義することができるが、形状定義データ自体
は複雑化しない。従って、形状定義データの作成、修正が容易になる。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を用いた好適な実施の形態について図面を用いて説明する。なお、全図中に
おいて同一符号を付したものは同一構成要素を表わしている。
図１は本発明に係る測定支援装置１０のブロック図を示す。測定支援装置１０は、被測定
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物の形状定義データ３０を入力して図示しない記憶装置に格納する形状定義データ入力部
１２と、この格納された形状定義データに基づいて輪郭形状を生成する輪郭形状生成部１
４と、測定パートプログラム４０を入力して図示しない記憶装置に格納する測定パートプ
ログラム入力部１６と、この格納された測定パートプログラムを解析して測定部位、移動
経路、座標軸や座標原点などの解析結果を出力する解析部１８と、この解析結果を輪郭形
状に合成する合成部２０と、この合成結果に基づいて合成イメージを生成して表示する表
示部２２と、表示された合成イメージの修正結果に基づいて前記測定パートプログラムを
修正する修正部２４と、修正された前記修正測定パートプログラム５０を出力する修正測
定パートプログラム出力部２６から構成される。
【００３１】
図２はこの測定支援装置１０によって測定パートプログラム３０の検証、修正を行う測定
支援方法を示す。
まず、測定パートプログラム４０によって測定を行うワークを設計したＣＡＤデータなど
の設計データを利用できる場合は、この設計データからワークの輪郭形状を抽出して形状
定義データ３０に変換する（Ｓ２０）。一方、設計データが利用できず、ワークの簡単な
形状情報しか利用できない場合は、この形状情報に基づいて形状定義データ３０を作成す
る（Ｓ２０）。
形状定義データ３０の一例を次に示す。
【００３２】
START:OBJECT30
OUTBEGIN:
P1:0,24
P2:57,24
P3:57,34
P4:70,34
P5:70,24
P6:82,24
P7:82,34
P8:95,32
P9:95,24
P10:107,24
ROTATE:Z,360
OUTEND:
INBEGIN:
P1:107,13
P2:87,13
P3:87,8
P4:66,8
P5:62,0
ROTATE:Z,360
INEND:
END:OBJECT30
【００３３】
ここで、第１行目と最終行は、ワーク名称 OBJECT30の定義開始と定義終了を示す。 OUTBEG
INと OUTENDは、ワーク外形線の定義開始と定義終了を示し、同様に INBEGINと INENDは、ワ
ーク内形線の定義開始と定義終了を示す。
P1、 P2、・・・は点の座標を定義する単位要素を示す。また、 ROTATE:Z,360はこれらの点
をＺ軸の回りに３６０°回転させて面を生成する展開要素を示す。
この形状定義データ３０によって定義される点群を図３に示す。この形状定義データ３０
によって形状が定義された時の原点７０、Ｚ軸７２、Ｒ軸７４が併せて示されており、各
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点における座標値は（Ｚ、Ｒ）の形式で示されている。
【００３４】
次に、形状定義データ３０を入力して図示しない記憶装置に格納する（Ｓ３０）。これら
の設計データ変換（Ｓ２０）と形状定義データ入力（Ｓ３０）は、形状定義データ入力部
１２において処理される。
その後、輪郭形状生成部１４においてワークの輪郭形状を生成する（Ｓ４０）。例えば図
３の点群をＺ軸の回りに回転させると、円筒形状のワーク輪郭形状が生成されるが、この
時の輪郭形状の断面６８を図４に示す。
次に測定パートプログラム入力部１６において測定パートプログラム４０を入力して図示
しない記憶装置に格納する（Ｓ５０）。
【００３５】
図５は測定パートプログラム４０の例を示す。
次に、表示部２２において測定パートプログラム４０を表示する（Ｓ６０）。
図６には、測定パートプログラム４０を画面に表示した例を示す。
その後、測定パートプログラム中において特に強調表示したい測定命令または移動命令な
どがある場合は、測定パートプログラム入力部１６においてその命令を選択すると（Ｓ７
０、Ｓ８０）、選択された命令が表示部２２で強調表示される。
測定パートプログラムと強調表示させるために選択された命令は、解析部１８において解
析され、測定部位と移動経路などが算出される（Ｓ９０、Ｓ１００）。この際、選択命令
に対応する測定部位あるいは移動経路は強調表示するための目印が付与され、その後の処
理において（後述するＳ１５０）、表示部２２で強調表示される。
【００３６】
図７は、この表示の一例を示したもので、ワークの輪郭形状イメージＷｉ、測定部位Ｐｍ
１、Ｐｍ２、移動経路Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３が表示されている。この例では、プローブは点Ｐ
ｓから点Ｐ１を経由して測定部位Ｐｍ１を測定し、その後、点Ｐ１へ戻った後、点Ｐ２へ
移動する。測定部位Ｐｍ２を測定した後、プローブは点Ｐ２へ戻った後、点Ｐｅへ位置決
めされて測定を終了する。この内、測定部位Ｐｍ２と移動経路Ｔ２（点Ｐ１から点Ｐ２へ
の移動経路）が実線で強調表示されている。
【００３７】
次に、解析部１８において、測定パートプログラムの解析結果から座標軸（Ｚ軸６２とＲ
軸６４）と座標原点６０が生成される（図６参照）（Ｓ１１０）。この際に、輪郭形状生
成結果に基づいて座標軸（Ｚ軸７２とＲ軸７４）と座標原点７０を生成することも可能で
ある（図３参照）。
その後、同様に解析部１８において、測定パートプログラム解析結果または輪郭形状生成
結果に基づいて、座標目盛６６が生成される（図６参照）（Ｓ１２０）。
【００３８】
次に、解析部１８において、輪郭形状と測定部位あるいは移動経路の干渉個所のチェック
を行う（Ｓ１３０）。この干渉個所チェックは、測定部位Ｐｍ１、Ｐｍ２あるいは移動経
路Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３などがワークの輪郭形状イメージの実体部Ｗｉに干渉しているか否か
をチェックするもので、図７の例では、移動経路Ｔ２が領域Ａ１において実体部Ｗｉに干
渉することが太線の破線表示で示されている。
この干渉領域Ａ１の情報に基づいて修正部２４において干渉修正を行う（Ｓ１４０）。図
７の例では、移動経路Ｔ２に代えて移動経路Ｔ４が生成される。
【００３９】
その後、合成部２０において、輪郭形状、測定部位、移動経路、座標軸、座標原点、座標
目盛が合成され、表示部２２において表示イメージが生成されて画面表示される（Ｓ１５
０）。
表示部２２には、キーボード、マウス、カーソル移動キー、ライトペンなどの入力装置の
手動操作結果が入力され、測定部位や移動経路などの表示イメージ手動修正が可能で、表
示イメージが修正されると、修正部２４において測定パートプログラムが修正される（Ｓ
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１６０）。この際、干渉修正結果（Ｓ１４０参照）と手動修正結果の双方の修正が行われ
る。
このようにして修正された測定パートプログラムは、キーボードなどの出力操作に基づい
て修正測定パートプログラム出力部２６から修正測定パートプログラム５０として出力さ
れる。
【００４０】
以上、本発明について好適な実施例を挙げて説明したが、本発明は、この実施例に限られ
るものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲での変更が可能である。
たとえば、上記実施形態では、主に真円度測定機によって測定される円筒状ワークの例に
限って説明したが、ワーク形状は円筒状に限らず、定義可能なものであれば任意である。
また、測定パートプログラムは真円度測定機に限らず、表面粗さ測定機、輪郭形状測定機
、三次元測定機などの任意の表面性状測定機で実行されるものであっても良い。
さらに、ワークの輪郭形状表示は、断面図（図４）や半透明の透視斜視図（図６）の例を
示したが、透明表示を行わない実体図としても良い。
【００４１】
また、輪郭形状を含むイメージは、マウスやキーボードによって視点位置を任意に設定し
て、任意方向からの斜視図としても良く、さらに輪郭形状を倒立状態表示（例えば上下を
逆に表示する）としても良い。
さらに、輪郭形状、測定部位、移動経路、座標軸、座標原点、座標目盛、干渉個所、強調
測定部位、強調移動経路などは、任意の色別表示や点滅表示などによって識別容易に表示
しても良く、表示不要なものは表示を省略しても良い。
【００４２】
また、選択された測定部位や移動経路あるいは輪郭形状の指定点の数値による座標値表示
を任意に追加しても良い。
さらに、表示イメージの選択領域の拡大表示あるいは縮小表示が任意に行えるようにして
も良い。
また、修正測定パートプログラムには、キーボードなどから入力された任意情報（例えば
、検証者名、検証日、修正日、ワーク名称、ワーク型式、想定する測定機形式など）をコ
メント情報として付加して出力するようにしても良い。
【００４３】
【発明の効果】
　以上、説明したように本発明によれば、ワークの簡単な形状情報から作成された形状定
義データを用いて、測定パートプログラムの検証、修正が極めて容易に行え 定支援装
置を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る測定支援装置１０のブロック図である。
【図２】本発明に係る測定支援方法の手順を示すフローチャートである。
【図３】形状定義データ３０によって定義された点群の例を示す図である。
【図４】形状定義データ３０によって定義された輪郭形状の断面を示す図である。
【図５】測定パートプログラム４０の例を示す図である。
【図６】測定パートプログラム４０の画面表示例を示す図である。
【図７】測定パートプログラムの検証結果を示す図である。
【符号の説明】
１０　測定支援装置
１２　形状定義データ入力部
１４　輪郭形状生成部
１６　測定パートプログラム入力部
１８　解析部
２０　合成部
２２　表示部
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２４　修正部
２６　修正測定パートプログラム出力部
３０　形状定義データ
４０　測定パートプログラム
５０　修正測定パートプログラム
６０　測定パートプログラム原点
６２　測定パートプログラムＺ軸
６４　測定パートプログラムＲ軸
６６　座標目盛
６８　輪郭形状断面
７０　形状定義データ原点
７２　形状定義データＺ軸
７４　形状定義データＲ軸
Ｗｉ　輪郭形状イメージ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(11) JP 4024117 B2 2007.12.19



【 図 ７ 】
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